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Electrónica Industrial, Mañana
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1. i) Define la suma de dos subespacios de un espacio vectorial. Demuestra que la suma

de dos subespacios es subespacio.

ii) Sean S = h(−1, 1, 1), (1,−1, 0), (0, 0, 1)i y T = {(x, y, z) ∈ R3 | x + y − 2z = 0}.
Calcula bases de S, T , S ∩ T y S + T .
(1.3 puntos)

2. i) Define aplicación inyectiva y suprayectiva. Sea f : V −→W una aplicación lineal y

{e1, . . . , en} una base de V . Demuestra que si {f(e1), . . . , f(en)} es un sistema generador
de W entonces f es suprayectiva.

ii) Consideremos la bases B = {(1, 1, 1), (1, 1, 0), (−1, 0, 0)} y B0 = {(−1,−1), (−1, 0)}
de R3 y R2 respectivamente. Sea f : R3 −→ R2 tal que

MB,B0(f) =

µ−2 0 1
4 0 −2

¶
i) Calcula la matriz de f respecto de las bases canónicas respectivas y su expresión

anaĺıtica.

ii) Estudiar la inyectividad y suprayectividad de f . Calcula bases del núcleo y la imagen

de f .

(2 puntos)

3. Consideramos la matriz

A =

−2 3 −3
0 1 0
1 −1 2

 ∈M3(R).


